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  まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5260-3:2000 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5260 規格群（電子機器用可変抵抗器）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5260-1  第 1 部：品目別通則 

JIS C 5260-2  第 2 部：品種別通則：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 

JIS C 5260-2-1 第 2 部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5260-2-2 第 2 部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準 F 

JIS C 5260-3  第 3 部：品種別通則：回転形精密級可変抵抗器 

JIS C 5260-3-1 第 3 部：ブランク個別規格：回転形精密級可変抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5260-4  第 4 部：品種別通則：単回転電力形可変抵抗器 

JIS C 5260-4-1 第 4 部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5260-4-2 第 4 部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器 評価水準 F 

JIS C 5260-5  第 5 部：品種別通則：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 

JIS C 5260-5-1 第 5 部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準 E 

JIS C 5260-5-2 第 5 部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準 F 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 5260-3：202x 
 (IEC 60393-3：2023) 

電子機器用可変抵抗器－第 3 部：品種別通則： 
回転形精密級可変抵抗器 

Potentiometers for use in electronic equipment – 
Part 3: Sectional specification: Rotary precision potentiometers 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 3 版として発行された IEC 60393-3 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考は，対応国際規格を変更している事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，電子機器に用いる回転形精密級可変抵抗器について規定する。 

この規格は，この品種の可変抵抗器に対して，推奨定格及び推奨特性を規定すること，JIS C 5260-1 か

ら適切な品質評価手順，試験及び測定方法を規定すること，一般的要求性能を規定することを目的とする。 

この規格は，最小限の要求事項及び試験の厳しさを規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60393-3:2023，Potentiometers for use in electronic equipment – Part 3: Sectional specification: Rotary 

precision potentiometers（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 5005-2:2010 品質評価システム－第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式

の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61193-2:2007，Quality assessment systems－Part 2: 

Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages 

JIS C 5260-1:2014 電子機器用可変抵抗器－第 1 部：品目別通則 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60393-1:2008，Potentiometers for use in electronic 
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equipment－Part 1: Generic specification 
JIS C 60062:2019 抵抗器及びコンデンサの表示記号 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60062:2016，Marking codes for resistors and capacitors 

JIS C 60068-1:2016 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1:2013，Environmental testing－Part 1: General 
and guidance 

JIS C 60068-2-1:2010 環境試験方法−電気・電子−第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：

A） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-1:2007，Environmental testing－Part 2-1: Tests

－Test A: Cold 

JIS C 60068-2-2:2010 環境試験方法－電気・電子－第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：

B） 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-2:2007，Environmental testing－Part 2-2: Tests－
Test B: Dry heat 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5260-1:2014 による。 

4 推奨特性 

4.1 一般事項 

個別規格に規定する数値は，4.2～4.10 に規定する値を用いることが望ましい。 

4.2 形状及び寸法 

4.2.1 形状 

JIS C 5260-1:2014 の 2.2.2 による。 

形状は，それぞれの個別規格ごとに任意に選択した 2 文字記号，例えば，AB などの英文字で表す。 

したがって，この形状の記号は，個別規格の番号も指定がない場合には，意味をなさない。 

4.2.2 外形図及び寸法 

個別規格には，規定する可変抵抗器の図示する。スペースが不十分で検査目的に必要な詳細寸法を示す

ことが十分でない場合，図 1 に示すように個別規格の附属書に外形図及び寸法を記載する必要がある。 
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形状記号：BM 形状記号：HS 

  

形状記号：PM-ST 形状記号：PM-RT 

記号説明 
A 可変抵抗器本体の幅又は直径 
B 可変抵抗器本体の高さ 
C 可変抵抗器本体の長さ 
D 操作軸の直径 
E 取付部の直径又はねじ寸法 
F 取付部の長さ 
G 取付面から端子中心までの距離 
H 操作軸の中心から基板表面までの距離 
J 取付面から端子基板までの距離 
K 操作軸中心から端子先端までの距離 
L 操作軸の長さ 
M 端子のピッチ円径 
P 端子間距離 
Td 端子の直径 
Tl 端子の長さ 
Tt 端子の厚さ 
Tw 端子の幅 
θ 端子の取付角度 

図 1－外形図及び寸法 

 

図面には，次の事項を規定する。 

－ 操作軸及び取付部の寸法。これらは，外形図又は JIS C 5270 引用の，いずれかで示してもよい。 
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－ 位置決め装置 

－ 全機械的操作範囲 

－ 有効電気的操作範囲 

－ 無効機械的回転角度 

－ 端子の寸法及び位置 

－ JIS C 5260-1:2014 の 4.4.2 によって測定する方法 

－ 可変抵抗器を適格に表すためのその他の寸法 

全ての寸法は，ミリメートル（mm）で示す。ただし，元の寸法がインチ（in）で示されている場合，メ

ートル法に変換したミリメートル寸法を追加する。 

可変抵抗器がプリント基板用として設計されていない場合，そのことを個別規格の中に明記する。 

4.3 推奨耐候性カテゴリ 

この規格の対象となる可変抵抗器は，JIS C 60068-1:2016 の附属書 A に規定する一般原則に基づく耐候

性カテゴリによって分類している。 

カテゴリ下限温度，カテゴリ上限温度及び高温高湿（定常）の試験期間は，次の中から選定する。 

カテゴリ下限温度  －55 ℃，－40 ℃及び－10 ℃ 

 カテゴリ上限温度  ＋85 ℃，＋100 ℃及び＋125 ℃ 

 高温高湿（定常）の試験期間 21 日及び 56 日 

低温及び高温の試験の厳しさは，カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度である。一部の可変抵抗器の

構造よって，これらの温度は，JIS C 60068-2-1 及び JIS C 60068-2-2 に規定する二つの推奨温度と一致しな

いことがある。この場合，可変抵抗器の実用温度範囲内で最も近い推奨温度を厳しさとして選択する。 

4.4 抵抗変化特性 

抵抗変化特性は，6.5 による。 

4.5 公称全抵抗値 

公称全抵抗値は JIS C 5260-1:2014 の 2.3.2 による。 

4.6 公称全抵抗値の許容差 

公称全抵抗値の許容差の推奨値は，次による。 

±10 ％，±5 ％，±3 ％，±2 ％，±1 ％及び±0.5 ％ 

4.7 定格電力 

周囲温度 70 ℃での定格電力の推奨値は，次による。 

0.1 W，0.125 W，0.25 W，0.5 W，0.75 W，1 W，1.5 W，2 W，2.5 W，4 W 及び 6.3 W 

70 ℃を超える周囲温度での電力の軽減値は，図 2 の曲線による。 
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図 2－軽減曲線 

上記の軽減曲線に示す推奨動作領域の全てが含まれる場合，より広い動作領域を個別規格に規定しても

よい。この場合，個別規格に 70 ℃を超える温度での最高許容電力を規定する。軽減曲線上の全ての折れ

点は，試験によって検証する。 

より大きな動作領域をもつ軽減曲線の例を図 3 に示す。 

特定の状況において，定格電力はカテゴリ上限温度まで継続することが可能である。 

図 3－動作領域が広げられた軽減曲線例 

 

4.8 素子最高電圧（最高使用電圧） 

直流又は交流（実効値）での素子最高電圧は，次に示す JIS Z 8601 の R5 標準数列の推奨値による。 

100 V，160 V，250 V，400 V，630 V 及び 1 000 V 

4.9 絶縁電圧 
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絶縁電圧は，10 V 単位の値に四捨五入し，個別規格に規定する。絶縁電圧の値は，次による。 

－ 大気圧下：  最高使用電圧の 1.42 倍以上 

－ 減圧下（8 kPa）： 大気圧下での絶縁電圧値の 2/3 倍以上。 

4.10 分解能（適用する場合） 

分解能は，個別規格に規定する。 

5 試験及び試験の厳しさ 

5.1 一般事項 

個別規格に規定する試験の厳しさは，5.2～5.10 に規定する値を用いることが望ましい。 

5.2 取付け 

個別規格は，耐電圧試験，絶縁抵抗試験，振動試験及びバンプ試験又は衝撃試験に適用する取付方法を

規定する。可変抵抗器は，通常の方法で取り付けるが，特別な取付具を必要とする設計としてもよい。こ

の場合，個別規格に，耐電圧試験及び絶縁抵抗試験，並びに振動試験及びバンプ試験（又は衝撃試験）に

用いる取付具を規定する。後者の試験中に，寄生振動がないように取り付ける。 

5.3 乾燥 

JIS C 5260-1:2014 の 4.3 の手順 1 による。 

5.4 振動 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.35 による。 

周波数範囲： 10 Hz～55 Hz 

  10 Hz～500 Hz 

  10 Hz～2 000 Hz 

変位振幅： 0.75 mm 又は加速度 100 m/s2（いずれか緩い方） 

掃引耐久試験： 総試験時間：6 h 

個別規格に，適用する取付方法を規定する（5.2 参照）。 

5.5 バンプ 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.36 による 

ピーク加速度： 400 m/s2 

バンプ回数： 合計 4 000 回 

個別規格に，適用する取付方法を規定する（5.2 参照）。 
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5.6 衝撃 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.37 による。 

パルス波形： 正弦半波 

ピーク加速度： 300 m/s2 又は 500 m/s2 

作用時間： 11 秒間 

厳しさ： 試料の 3 方向に，それぞれ 3 回連続で衝撃を加える（合計 3 回の衝撃）。 

個別規格に，適用する取付方法を規定する（5.2 参照）。 

5.7 はんだ付け性 

5.7.1 はんだ槽法（方法 1） 

5.7.1.1 Sn/Ag/Cu はんだ使用時の試験条件 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.32.2 による。 

はんだ合金組成：Sn/Ag/Cu 

はんだ槽温度：245 ℃±5 ℃ 

浸せき時間：3 秒±0.3 秒間 

5.7.1.2 Sn/Pb はんだ使用時の試験条件 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.32.2 による。 

はんだ合金組成：Sn/Pb 

はんだ槽温度：235 ℃±5 ℃ 

浸せき時間：2 秒±0.5 秒間 

5.7.2 はんだこて法（方法 2） 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.32.3 による。 

はんだこて先温度：350 ℃±10 ℃（試験開始前） 

こて先寸法：3 mm（大きさ B） 

はんだ付け時間：3 秒間 

5.8 直線性 

直線性は，通常の使用状態と同様に可変抵抗器を取り付け，外部作動によって操作軸を回転させて測定

する。可変抵抗器は，最大使用電圧内で十分な容量をもつ定電圧電源又は定電流電源を用いて通電する。

出力測定は，有効電気的操作角度を等分割した 100 以上の点で実施する。 
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5.9 有効操作角度 

非巻線可変抵抗器の場合，終端端子近くの構造によって，正確な有効回転角度を確認することが困難で

ある。したがって，次の定義を用いる。 

出力の測定は，いずれかの末端から公称回転角度の 1／1 000 以下の非常に小さなステップで実施する。

連続する七つの測定点の傾きが，可変抵抗器の傾きの公称値の 75 %を超える場合，傾きの増加が発生した

最初の点を有効電気的操作角度の開始点とする。これら二つの上昇端点と下降端点との間の角距離を，有

効電気的操作角度とする。 

5.10 ディザ 

可変抵抗器は，通常の位置及び方向で取り付ける。 

ディザ試験は，可変抵抗器の回転部分を駆動装置で動かすことによって行われる。駆動部は，約 50 %の

値に調整する。速度 10 Hz～25 Hz で，±0.5°～±2.5°の角度で回転させる。角度は，可変抵抗器の出力

電圧の測定によって確認する。試験の終了時，接触抵抗変化（CRV）及び直線性は，初期値の 150 %未満

であること及び公称値の規定内とする。 

6 推奨特性 

6.1 一般事項 

個別規格には，品種別通則よりも緩い要求事項を規定しない。 

試験の厳しさは，JIS C 5260-1 及びこの品種別通則の箇条 5 の規定に従い，個別規格に規定する。 

6.2 抵抗温度係数 

抵抗温度係数試験における抵抗値の許容変化率を，表 1 に示す。 

表 1 の各行は，4.3 のカテゴリ温度範囲に基づく抵抗温度特性（JIS C 5260-1:2014 の 4.14 参照）を測定

するための，推奨温度係数及び抵抗値変化の限界値が示されている。 

注記 対応国際規格には，表 1 に関して，20 ℃～70 ℃の具体的な数値の記載があるが，表 1 中にはこ

の温度範囲の記載がないため，この温度範囲の記載を削除した。 

一つの個別規格の中で，抵抗値範囲の異なる部分は，異なる抵抗温度係数を規定してもよい。 

表に示す以外の測定温度を追加する場合，個別規格に規定する。 
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表 1－抵抗温度係数 

抵抗温度係数  抵抗値の許容変化率  

10−6/K % 
 

基準温度／カテゴリ下限温度  基準温度／カテゴリ上限温度   
℃ ℃  

+20 / −55 +20 / −40 +20 / −10 +20 / +85 +20 / +100 +20 / +125 

± 1 000 ± 7.5 ± 6 ± 3 ± 6.5 ± 8 ± 10.5 

± 500 ± 3.75 ± 3 ± 1.5 ± 3.25 ± 4 ± 5.25 

± 250 ± 1.88 ± 1.5 ± 0.75 ± 1.62 ± 2 ± 2.62 

± 150 ± 1.15 ± 0.9 ± 0.45 ± 0.98 ± 1.2 ± 1.6 

± 100 ± 0.75 ± 0.6 ± 0.3 ± 0.65 ± 0.8 ± 1.05 

± 50 ± 0.375 ± 0.3 ± 0.15 ± 0.325 ± 0.4 ± 0.525 

± 25 ± 0.188 ± 0.15 ± 0.075 ± 0.162 ± 0.2 ± 0.262 

± 10 ± 0.075 ± 0.06 ± 0.03 ± 0.065 ± 0.08 ± 0.105 

 

6.3 抵抗値又は出力電圧比変化の限界 

各試験における抵抗値変化又は出力電圧比変化の推奨限界を，表 2 に示す。 

表 2－抵抗値又は出力電圧比変化の限界 

安定性

クラス  
% 

4.38 一連耐候性  4.34 温度変化  4.30 端子強度  4.22 操作軸の押

し及び引張り  
4.35 振動（正

弦波）  

4.39 高温高湿（定

常）  

 
4.33 はんだ耐熱性  4.34 温度変化  

 

 
4.40 機械的耐久性  

 
4.35 振動（正弦波）  

  

 
4.43.2 70 ℃での電気

的耐久性  

 
4.36 バンプ  

  

 
4.43.3 カテゴリ上限温

度での電気的耐久性  

 
4.37 衝撃  

  

端子 a と c  b）との間の ΔR Δ ab

ac

U

U

a）
 Δ ab

ac

U

U

a）
 

10 ±(10 % R + 0.5 Ω) ±(3 % R + 0.1 Ω) ±(2 % R + 0.1 Ω) ±2 % ±2 % 

5 ±(5 % R + 0.1 Ω) ±(2 % R + 0.1 Ω) ±(1 % R + 0.05 Ω) ±1 % ±1 % 

3 ±(3 % R + 0.1 Ω) ±(2 % R + 0.1 Ω) ±(1 % R + 0.05 Ω) ±1 % ±1 % 

2 ±(2 % R + 0.1 Ω) ±(1 % R + 0.1 Ω) ±(0.5 % R + 0.05 Ω) ±0.5 % ±0.5 % 

1 ±(1 % R + 0.1 Ω) ±(0.5 % R + 0.05 Ω) ±(0.25 % R + 0.01 Ω) ±0.25 % ±0.25 % 

表の項目番号は，JIS C 5260-1:2014 による。  

注 a）
 出力電圧比変化 Δ ab

ac

U

U
は，全印加電圧に対する百分率で表す。  

注 b）
 ΔR は，抵抗値変化を示す。  
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6.4 絶縁抵抗値の限界 

絶縁抵抗値の限界値は，1 GΩ以上とする。ただし，耐湿性試験後は 100 MΩ以上とする。 

6.5 抵抗変化特性の限界 

個別規格には，抵抗変化特性に対する出力電圧比の測定点及び関連する値を規定する。直線性の形式に

関する要求事項は，指定された測定点と同様に，これらも個別規格に規定する。 

6.6 はんだ付け性 

次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.32 による。 

はんだ付け性の外観判定基準は，表面の 95 %以上が，新しいはんだで覆われていなければならない。新

しいはんだ表面に，ピンホール，ぬれなし，はんだはじきなどの不完全な領域が僅かに点在していてもよ

いが，これらの欠点が，一箇所に集中してはならない。 

7 表示，包装及び発注情報 

7.1 一般事項 

公称全抵抗値，公称全抵抗値の許容差又は製造年月を記号化する場合，JIS C 60062 に規定する方法から

選択する。 

可変抵抗器本体に表示する内容は，次の項目から選択する。各項目の重要度は，次の記載順とする。 

a) 公称全抵抗値 

b) 公称全抵抗値の許容差 

c) 抵抗変化特性（直線形以外の場合）及び一致性 

d) 引用する個別規格及び形状 

e) 製造年月又は製造年週 

f) 操作軸及び取付ねじの詳細（上記の d)に含まれない場合）。この場合，コード化してもよい。 

g) 製造業者名又はその商標 

h) 製造業者の形式指定 

7.2 可変抵抗器本体への表示 

可変抵抗器には，少なくとも 7.1 の a)，b)及び c)を表示し，その他の項目も可能な限り多く表示する。

可変抵抗器に表示する項目は，重複を避けることが望ましい。 

7.3 包装の表示 

可変抵抗器の包装には，7.1 の全ての項目及び次の項目を表示する。 

a) 数量 

b) 製造国 

7.4 追加表示 
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表示項目を追加する場合，混乱が生じないように表示する。 

可変抵抗器及び包装の表示項目は，個別規格に規定する。7.1 からの逸脱に関する事項は，個別規格に明

確に規定する。 

7.5 発注情報 

個別規格には，可変抵抗器の発注に必要な情報として，次の項目を明確な形式又は記号化された形式で

規定する。 

a) 公称全抵抗値及びその許容差 

b) 抵抗変化特性（直線形以外の場合） 

c) 個別規格の番号及び形状記号は 

d) 形式で規定されない場合，操作軸及び取付部の寸法 

8 個別規格 

注記 対応国際規格の箇条名は，“定格の推奨値”であるが，8.1～8.4 に記載の内容であるが，全て個別

規格に関する内容であるため，“個別規格”の題名とした。 

8.1 一般事項 

個別規格は，関連するブランク個別規格に基づき作成する。 

個別規格には，規定する可変抵抗器の略図が含まれる。検査に必要な詳細寸法を示すのに紙面が不足す

る場合，附属書を設けて，そこに図 1 のような図面及び寸法を示す。 

個別規格には，品目別通則，品種別通則又はブランク個別規格よりも緩い要求事項を規定しない。より

厳しい要求事項が含まれる場合，個別規格の要求事項の各箇条に規定し，例えば注記などで試験計画に示

す。 

各個別規格に 8.2～8.4 の事項を規定し，規定する値は，この規格の該当する箇条で規定する値から選択

する。 

8.2 個別規格に規定する事項 

8.2.1 外形図又は略図 

他の可変抵抗器との識別及び比較を容易にするために，可変抵抗器の外形図又は略図を示す。 

8.2.2 形状及び寸法 

形状及び寸法は 4.2 による。 

互換性及び取付けに影響する全ての寸法及び関連する許容差は，外形図及び寸法図を用いて個別規格に

規定する。 

8.3 定格及び特性 

8.3.1 一般事項 
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定格及び特性は，8.3.2 の事項を含め，この規格の関連箇条による。 

8.3.2 公称全抵抗値範囲 

JIS C 5260-1:2014 の 2.3.2 による。 

個別規格の公称全抵抗値範囲と承認を得た範囲とが異なる場合，次の文章を追加することが望ましい。 

"各形状記号の公称全抵抗値範囲は，例えばウェブサイト http://www.iecq.org で確認できる品質認証電子

部品一覧表（QPL）による。 

注記 上記の内容は，IEC 電子部品品質認証制度（IECQ）の場合に適用する。 

8.4 追加情報 

個別規格には，明確化に必要な回路図，軽減曲線，図面，注記などの追加情報（検査する必要のない事

項）を含めてよい。 

9 品質評価手順 

9.1 一般事項 

JIS C 5260-1:2014 の H.1 による。 

9.2 定義 

9.2.1 製造の初期工程 

可変抵抗器の場合，製造の初期工程は，次による。 

－ 巻線形： 絶縁材又は絶縁処理されたマンドレルに，抵抗線（又はリボン）を巻き付ける。 

－ 非巻線形： 導電性材料及び基板を同時成形又は基板上へ導電性材料の被膜を形成する。 

 導電性材料： 炭素及び／又は他の導電性材料を含む適切な賦形剤で構成される。 

－ ハイブリッド形：巻線素子に，導電性樹脂材料を塗布する。 

 通常，可動接点が接触する抵抗線に，導電性樹脂材料を塗装した巻線素子である。 

9.2.2 構造的に類似した可変抵抗器 

構造的に類似した可変抵抗器とは，抵抗値及び抵抗温度係数が異なっていても，同一又は類似の製造工

程及び材料で製造され，同一の形状及び構造であり，同一又は類似の操作軸及び取付部をもつ可変抵抗器

とする。 

9. 3 評価水準 EZ 

評価水準 EZ は，“不適合品数ゼロ”の要求事項である。不適合品の許容数（合格判定数）c をゼロと規

定し，評価手順及び評価水準とを現在の業界慣行に合わせた。 

ロットごとの試験の試料数は，JIS C 5005-2:2010 の表 1 から選択する。 

10 品質認証 
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10.1 一般事項 

品質認証試験の手順は，JIS C 5260-1:2014 の H.5 による。 

ロットごとの試験及び定期試験に基づく品質認証試験の計画は，箇条 11 による。 

定数抜取計画を用いた手順は，10.2 及び 10.3 による。 

10.2 定数抜取手順に基づく品質保証 

定数抜取の手順は，JIS C 5260-1:2014 の H.5.3 の b)による。試料は，認証を得ようとする抵抗値範囲を

代表できるものとする。認証範囲は，個別規格に規定する範囲の一部でもよい。 

試料は，認証を得ようとする公称全抵抗値の最大抵抗値及び最小抵抗値をもつ試料で構成する。臨界抵

抗値が認証範囲内にある場合，その試料も含めることが望ましい。複数の抵抗温度係数の認証を得ようと

する場合，それぞれの抵抗温度係数を代表する試料を含める。同様に，認証を得ようとする各抵抗値の最

も狭い許容差をもつ試料を一定の割合で含めることが望ましい。IECQ 認証では，異なる特性をもつ試料

の割合は，製造業者の管理責任者が提案し，IECQ 認証機関（IECQ CB）の承認を得なければならない。 

予備の試料は，次の場合に用いる。 

a) 群 0 で不適合品と置き換えるため，抵抗値ごとに 1 個，温度係数又は温度特性ごとに 1 個。 

b) 製造業者の責任でない事故による不適合品と置き換えるため，抵抗値ごとに 1 個，温度係数又は温度

特性ごとに 1 個。群 0 に規定された試験番号は，全ての群に適用する。 

 

品質認証試験計画に追加する群がある場合，追加した群に必要な試料数を，群 0 に追加する。 

10.3 試験 

個別規格に規定する可変抵抗器の認証のため，表 3 に規定する一連の試験を必要とする。各群の試験は，

記載された順で実施する。 

全ての試料は群 0 の試験を実施した後，他の群に分ける。群 4 及び群 7 の非破壊試験に合格した試料は，

他の群に用いてもよい。 

群 0 の試験で不適合となった試料は，他の群に用いてはならない。 

1 個の可変抵抗器が，一つの群の全て又は一部を満足しなかった場合，"1 個の不適合品"として数える。 

不適合品の数が，各群又は各副群ごとに規定する合格判定数及び総合格判定数を超えない場合，認証さ

れる。 

表 3 に，定数抜取の試験計画を規定する。この試験計画は，各試験群ごとの抜取方法及び合格判定数の

個別規定，JIS C 5260-1:2014 の箇条 4 及びこの規格の箇条 4～箇条 8 に規定する各試験の詳細並びに各試

験条件及び性能要求事項を規定する。 

表 3 に示す試験方法，試験条件及び／又は性能要求事項は，個別規格で選択する。 

定数抜取試験計画の試験条件及び性能要求事項は，個別規格の品質認証試験に規定する内容と同一とす

る。 
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表 3－品質認証試験計画 

 試験項目  
a)

 試験条件  
b)

 
D c
又は
ND 

n 
c)

 c c)
 要求性能  a)

 

 
   

群 0 
 

 
  

ND 26+3 
l)
  0 

 

4.4.1 外観  
    

4.4.1 による  
表示が判読でき，個別規格

の規定による。  

4.4.2 寸法（ゲージ法）  
    

個別規格の規定による。  

4.4.4 全機械的操作範囲  
    

個別規格の規定による。  

4.6 素子抵抗値  
    

4.6.3 による。  

4.7 端子間抵抗値  端子の a と b との間の抵抗

値  

   
≤…..Ω 

 
 

端子の b と c との間の抵抗

値  

   
≤…..Ω 

 
 

端子 b と各タップ端子間

との抵抗値（適用する場

合）  

   
≤…..Ω 

4.5 連続性（巻線形可

変抵抗器だけに適

用）  

    
4.5.1 による。  

4.15 しゅう動雑音  方法 B（非巻線形可変抵抗

器だけに適用）  

   
≤…..%R 

 
 

方法 C（巻線形可変抵抗器

だけに適用）  

   
≤…..Ω 

4.29 出力平滑性（非巻

線形可変抵抗器だ

けに適用）  

    
≤…..%Uac 

4.12 耐電圧（絶縁形可

変抵抗器だけに適

用）  
n)

 

大気圧下  
   

4.12.5 による。  
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表 3－品質認証試験計画（続き） 

 試験項目  
a)

 試験条件  
b)

 
D c
又は
ND 

n 
c)

 c c)
 要求性能  a)

 

 
   

群 1 
 

 
  

D 5 0 
 

4.23 操作軸の偏心  
d)

 半径方向の荷重：… N 
   

全指示値 (l)：≤ …..mm 

 
 

取付面からの操作軸の長

さ(l)：… mm 

   

4.24 取付面の平たん

（坦）度  
d)

 
半径方向の荷重： ... N 

   
全指示値 (r)：≤ ... mm 

 操作軸方向の荷重： ... N 
   

 
 

取付面の半径(r)： ... mm 
   

4.25 取付ガイド円筒面

の真円度  
d)

 
半径方向の荷重： ... N 

   
全指示値：≤ ... mm 

4.26 操作軸の軸方向が

た  
d)

 
A 方向  

   
全指示値：≤ ... mm 

 
 

B 方向  
   

全指示値：≤ ... mm 

4.18 始動トルク  
    

個別規格の規定による。  

4.20 回転止め強度トル

ク（終端回転止め

付可変抵抗器に適

用）  

外観  
   

4.20.1 による。  

4.22 操作軸の押し及び

引張り  
f)

 
– 試料数 3 個 

    

 連続性  
   

4.22.2 による。  

– 試料数 2 個 
    

 出力電圧比  
   

4.22.3 による。  

Δ ab

a c

U

U
≤ ...% 

4.32 はんだ付け性（適

用する場合）  
5.7 による。  

   
端子は，はんだが良好にぬ

れている。  

4.45 表示の耐溶剤性

（適用する場合）  
溶剤： ... 

   
表示が判読可能。  

溶剤の温度： ... 
    

条件：方法 1 
    

ラビング材質：脱脂綿  
    

後処理：… 
    

4.31.1 静的な封止（種類

A）  
e)

 

    
リーク量は 1 cm3/h 以下  

4.31.2 動的な封止（種類

B）  e)
 

    
4.31.2.1 による。  

4.31.3 容器の封止  e)
 

    
4.31.3 による。  

  



16 
C 5260-3： (IEC 60393-3：2023) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
試験項目  

a)
 試験条件  

b)
 

D c
又は
ND 

n 
c)

 c c)
 要求性能  a)

 

4.40 機械的耐久性（可

変抵抗器）  
サイクル数： ... 

    

操作速度： ... サイクル／
min 

    

外観   
   

4.40.6 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

端子間抵抗値 : 
    

端子の a と b との間の

抵抗値  

   
≤ ... Ω 

端子の b と c との間の

抵抗値  

   
≤ ... Ω 

端子 b と各タップ端子

間との抵抗値（適用す ⁾
る場合）  

   
≤ ... Ω 

絶縁抵抗（絶縁形可変抵

抗器だけに適用）  n）
 

   
≥ 1 GΩ 

始動トルク  
   

... mN.m～ ... mN.m 

連続性  
   

4.5.1 による。  

操作軸の軸方向がた  
d)
 

    

A 方向  
   

全指示値：≤ ... mm 

B 方向  
   

全指示値：≤ ... mm 

操作軸の押し及び引張り
f)

 

    

– 試料数 3 個 
    

 連続性  
   

4.22.2 による。  

– 試料数 2 個 
    

 出力電圧比  
   

4.22.3 による。  

Δ ab

a c

U

U
≤ ...% 

しゅう動雑音 :  
    

方法 B（非巻線形可変抵

抗器だけに適用）  

   
≤ ... % R 

方法 C（巻線形可変抵

抗器だけに適用）  

   
≤ ... Ω 

出力平滑性（非巻線形

可変抵抗器だけに適

用）  
（5.8 による。）  

   
≤ ... % Uac 

  



17 
C 5260-3： (IEC 60393-3：2023) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
試験項目  

a)
 試験条件  

b)
 

D c
又は
ND 

n 
c) c c) 要求性能  a)

 

 
   

群 2 
 

 
  

D 5  1 
 

(1) 試料数 2 個 
  

2 
  

4.30 端子強度  端子の種類に適応した試

験を実施する。  

    

外観  
   

4.30.8 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

4.33 はんだ耐熱性（適

用する場合）  
はんだ槽法：  

    

温度：260 ℃±5 ℃ o) 

    

時間：10 秒±1 秒間  
    

又は  
    

はんだこて法：  
    

はんだこて：サイズ B 
    

温度：350 ℃±10 ℃ 
    

時間：10 秒±1 秒間 

    

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

端子間抵抗値：  
    

端子の a と b との間の

抵抗値  

   
≤ ... Ω 

端子の b と c との間の

抵抗値  

   
≤ ... Ω 

端子 b と各タップ端子

との間の抵抗値（適用

する場合）  

   
≤ ... Ω 

4.44 本体の耐溶剤性

（適用する場合）  
溶剤： ... 

   
個別規格の規定による。  

溶剤の温度： ... 
    

条件：方法 2 
    

後処理： ... 
    

(2) 残りの試料数 3 個 
  

3 
  

 
4.34 

温度変化  
g)

 TA=カテゴリ下限温度  
    

TB= カテゴリ上限温度  
    

放置時間 t1 = 30 分間  
    

外観  
   

4.34.5 による。  

出力電圧比（半固定抵抗

器だけに適用）  

   

Δ ab

a c

U

U
 ≤ ...% 
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表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
 

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

4.36 バンプ  h)  5.5 による。  
    

取付方法：個別規格の規

定による。  

    

ピーク加速度：400 m/s
2
 

    

バンプ回数：4 000 
    

外観  
   

4.36.3 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

4.37 衝撃 h) 5.6 による。  
    

取付方法：個別規格の規

定による。  

    

パルス波形：正弦半波  
    

ピーク加速度： ... m/s
2
 

    

作用時間：11 ms 
    

外観  
   

4.37.3 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

4.35 振動  i) 5.4 による。  
    

取付方法：個別規格によ

る。  

    

周波数範囲： ... Hz～ ... Hz 
    

変位振幅：0.75 mm 又は

100 m/s
2
（いずれか緩い方

を適用）  

    

総試験時間：6 時間  
g)

 
    

 試験中の測定  電気的連続性  
   

4.35.4 による。  
100 μs を超える不連続性が

ない。  

 最終測定  外観  
   

4.35.5 による。  

出力電圧比（半固定抵抗

器だけに適用）  

   

Δ ab

a c

U

U
 ≤ ...% 

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

(3) 全ての試料 
  

5 
  

4.38 一連耐候性  
     

 – 高温  外観  
   

4.38.2.2 による。  

 – 温湿度サイク

ル試験 Db，最

初のサイクル  

     

 – 低温  始動トルク  
   

... mN.m～ ... mN.m 
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表 3－品質認証試験計画（続き） 
 – 減圧  j 8 kPa 

    

耐電圧（絶縁形可変抵抗

器だけに適用）  
n)

 

   
4.38.5.3 による。  

 – 温湿度サイク

ル試験 Db，残

りのサイクル  

     

 – 直流負荷  k)
 

    
4.38.7 による。  

 – 絶縁電圧  
k)

 
    

4.38.8 による。  

 最終測定  外観  
   

4.38.10.1 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ±(... % R + ... Ω) 

絶縁抵抗（絶縁形可変抵

抗器だけに適用）
n)

 

   
≥ 100 MΩ 

連続性  
   

4.5.1 による。  

始動トルク  
   

... mN.m～ ... mN.m 

耐電圧（絶縁形可変抵抗

器だけに適用）  
n)

 

   
4.38 の 10.7 による。  

 
   

群 3 
 

 
  

D 5 1 
 

4.43.2 70 ℃での電気的

耐久性  
試験時間：1 000 時間  

    

– 試料数 3 個 
    

 端子の a と c との間に

負荷：  

    

 48 時間，500 時間及び

1 000 時間での検査：  

    

 外観  
   

4.43.2.6 の a)による。  

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

– 試料数 2 個 
    

 端子の a と b との間に

負荷：  

    

 48 時間，500 時間及び

1 000 時間での検査：  

    

 外観  
   

4.43.2.6 の a)による。  

 端子の a と b との間の

抵抗値  

   
ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

– 全ての試料 
    

 1 000 時間での検査：  
    

 絶縁抵抗（絶縁形可変

抵抗器だけに適用）  
n)

 

   
≥ 1 GΩ 

 しゅう動雑音 : 
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表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
 

  方法 B（非巻線形可

変抵抗器だけに適

用）  

   
≤ ... % R 

  方法 C（巻線形可変

抵抗器だけに適

用）   

   
≤ ... Ω 

 出力平滑性（非巻線形

可変抵抗器だけに適

用）  

   
≤ ... % Uac 

 個別規格に規定する場

合，試験時間を 8 000 
時間まで延長する。  

    

 2 000  時間，4 000 時
間及び 8 000 時間での

検査：  

    

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... %R + ... Ω) 
結果は，情報としてだけ扱

う。  

 
   

群 4 
 

 
  

ND 5 1 
 

4.4.3 寸法（詳細）  
    

個別規格の規定による。  

4.4.4 全機械的操作範囲  
    

個別規格の規定による。  

4.4.6 有効電気的操作範

囲  
有効電気的操作角度  
(5.9 による。 ) 

   
≥ ... ° 

無効機械的操作角度（半

時計方向）  

   
≤ … ° 

無効機械的操作角度（時

計方向）  

   
≤ … ° 

4.9 抵抗変化特性  6.5 による。  
    

 
   

群 5 
 

 
  

D 5 1 
 

4.39 高温高湿（定常）  1)  4.39.2.1 
    

 第 1 グループ：試料数

2 個  

    

 第 2 グループ：試料数

2 個  

    

 第 3 グループ：試料数

1 個  

    

2) 4.39.2.2 
    

 第 1 グループ：試料数

3 個  

    

 第 2 グループ：試料数

2 個  

    

直流負荷  k 
    



21 
C 5260-3： (IEC 60393-3：2023) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
 

絶縁電圧  k, n)
 

   
4.39.4 による。  

 最終測定  外観  
   

4.39.6.1 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

絶縁抵抗（絶縁形可変抵

抗器だけに適用）  
n)

 

   
≥ 100 MΩ 

始動トルク  
   

... mN.m～ ... mN.m 

しゅう動雑音 : 
    

 方法 B（非巻線形可変

抵抗器だけに適用）  

   
≤ ... % R 

 方法 C（巻線形可変抵

抗器だけに適用）  

   
≤ ... Ω 

出力平滑性（非巻線形可

変抵抗器だけに適用）  

   
≤ ... % Uac 

 
   

群 6 
 

 
  

D 5 1 
 

4.43.3 カテゴリ上限温度

での電気的耐久性  
試験時間：1 000 h 

    

– 試料数 3 個 
    

 端子の a と c との間に

負荷：  

    

 48  時間，500 時間及

び 1 000 時間での検

査：  

    

 外観  
   

4.43.3.7 の a)による。  

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

– 試料数 2 個 
    

 端子の a と b との間に

負荷：  

    

 48  時間，500 時間及

び 1 000  時間での検

査：  

    

 外観  
   

4.43.3.7 の a)による。  

 端子の a と b との間の

抵抗値  

   
ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

– 全ての試料 
    

 1 000 時間での検査：  
    

 絶縁抵抗（絶縁形可変

抵抗器だけに適用）
n）

 

   
≥ 1 GΩ 

 
   

群 7 
 

 
  

ND 5 0 
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表 3－品質認証試験計画（続き） 

4.14 抵抗温度特性  
m)

 カテゴリ下限温度／20 ℃ 
   

ΔR

R
 ≤ ... % 

20 ℃／70 ℃ 
   

ΔR

R
 ≤ ... % 

20 ℃／カテゴリ上限温度  
   

ΔR

R
 ≤ ... % 

 
   

群 8 
 

 
  

D 5 1 
 

4.43 70 ℃以外の温度

での電気的耐久性

（適用する場合）  
l)
 

（この副群は，この規格

の 4.7 に規定する軽減曲線

と異なる曲線を個別規格

に規定する場合だけに適

用する。）  

    

試験時間：1 000 時間 h 
    

– 試料数 3 個 
    

 端子の a と c との間に

負荷：  

    

 48 時間，500 時間及び

1 000 時間での検査：  

    

 外観  
   

4.43.1.6 の a)による。  

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω)（群 3
と同じ）  

– 試料数 2 個 
    

 端子の a と b との間に

負荷：  

    

 48 時間，500 h 時間及

び 1 000 時間での検

査：  

    

 外観  
   

4.43.1.6 の a)による。  

 端子の a と b との間の

抵抗値  

   
ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω)（群 3
と同じ）  

 素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

– 全ての試料 
    

 1 000 時間での検査：  
    

 絶縁抵抗（絶縁形可変

抵抗器だけに適用）  
n)
 

   
≥ 1 GΩ 
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表 3－品質認証試験計画（続き） 

 
   

群 9 
 

 
  

D 5 1 
 

4.28 ディザ（非巻線形

可変抵抗器だけに

適用）  l)
 

5.10 による。  
    

サイクル数： ... 
    

試験時間： .. 時間  
    

外観  
   

4.28.3 による。  

素子抵抗値  
   

ΔR ≤ ± (... % R + ... Ω) 

出力平滑性  
   

≤ ... % Uac 

  



24 
C 5260-3： (IEC 60393-3：2023) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

注 a)
 試験項目の番号は JIS C 5260-1:2014 による。ただし，環境試験の一部の厳しさ及び抵抗値変化又

は出力電圧比変化の許容限界は，この規格の表 1 及び表 2 から選択する。  
注 b)

 ここに規定した試験条件は，各試験に最も関係の深いパラメータによって適切な試験の概要を示

すが，この規格の関連する箇条又は引用規格で規定する詳細な規定よりも優先しない。  
注 c)

 記号及び略語は，附属書 A による。  
注 d)

 可変抵器が，試験を適用不可能な設計となっている場合，その試験は，個別規格で適用しない。  
注 e)

 封止試験は，封止構造をもつ可変抵抗器に適用する。  
 種類 A の封止試験（JIS C 5260-1:2014 の 4.31.1）及び種類 B の封止試験（JIS C 5260-1:2014 の 4.31.2）

は，操作軸及びパネルが封止された可変抵抗器に対して，単一の試験として実施する。  
注 f)

 操作軸の軸方向がた試験（JIS C 5260-1:2014 の 4.26）を実施した場合，適用しない。  
注 g)

 適用可能な場合は，半固定抵抗器の要求事項も適用する。  
注 h)

 バンプ試験及び衝撃試験は，それぞれ代替可能な試験である。適用する試験を個別規格に規定す

る。  
注 i)

 この試験は，耐候性カテゴリが 25/-/-，40/-/-，55/-/-及び 65/-/-の可変抵抗器にだけ適用する。  
注 j)

 この試験は，JIS C 5260-1:2014 の 4.38.5.1 に規定する可変抵抗器及び耐候性カテゴリが 65/-/-の可

変抵抗器に適用する。  
注 k)

 直流負荷試験及び絶縁電圧試験は，それぞれ代替可能な試験である。適用する試験を個別規格に

規定する。  
注 l)

 群 8 又は群 9 のいずれかが適用される場合，群 0 の試料数を 5 個増やす。  
 群 8 及び群 9 の両方が適用される場合，試料数を 10 個増やす。 

ここで，対応国際規格では，群8又は群9のいずれかが適用する場合では12個, 

群8及び群9の両方が適用される場合では24個となっているが，表 3で規定する試料数は 5個であるため，そ

れぞれ該当する数を記載した。 

注 m)
 JIS C 5260-1:2014 の 4.14.2 の d)及び f)に規定する温度は，カテゴリ上限温度が 100 ℃の可変抵抗器

にも適用する。  
注 n)

 取付方法は，次によるほか，JIS C 5260-1:2014 の 4.12 又は 4.13 による。  
 1) 可変抵抗器本体で取り付けるように設計された可変抵抗器は，JIS C 5260-1:2014 の 4.12.1 による。 
 2) 端子で取り付けるように設計された可変抵抗器は，可変抵抗器本体で取り付ける孔がある場合で

も，端子でプリント基板に取り付けた状態で試験する。  
注 o)

 対応国際規格で条件記載に誤りがあり、JIS C 5260-1:2014 の 4.33 のはんだ槽法の条件に修正した。 
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11 品質確認検査 

11.1 検査ロットの構成 

検査ロットは，構造的に類似な可変抵抗器（9.2.2 参照）で構成し，次による。 

1) 群 A 及び群 B：抵抗値は製品を代表する。 

2) 群 C： 

  a)  試料は，13 週間の期間にわたって集める。 

  b)  試料は，この期間中に製造された抵抗値範囲を代表する。 

3) 群 D：群 C と同様とする。ただし，試料は検査対象期間の最後の 13 週間から集める。 

試料は，"高抵抗値"，"低抵抗値"及び"臨界抵抗値"をバランスよく抜きとる。 

"低抵抗値"値は，現在認証された最小抵抗値の +2000 % 以内とする。 

"高抵抗値"は，現在承認された最大抵抗値の 0−30% 以内とする。 

"臨界抵抗値"は，計算値の 0−20% 以内とする。 

11.2 試験計画 

品質確認検査のロットごとの試験及び定期試験の計画は，ブランク個別規格の表 2 に記載されている。 

11.3 評価水準 

ブランク個別規格及び個別規格に規定する評価水準は，表 4 及び表 5 から選択する。 
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表 4－品質確認検査：ロットごとの試験 

評価水準 EZ 

検査副群  
d)

 IL 
a)

 n 
a)

 c 
a)

 

群 A1 100 % 
b)

 

4.6 素子抵抗値  
   

群 A2 I c) 0 

4.4.1 外観  
   

4.4.2 寸法（ゲージ法）  
e)

 
   

4.18 始動トルク  
   

群 A3 S-2 c) 0 

4.4.4 全機械的操作範囲   
   

4.4.6 有効電気的操作範囲  
   

4.9 抵抗変化特性（一致性）  
   

4.15 しゅう動雑音  
   

4.29 出力平滑性  
   

4.12 耐電圧（絶縁形可変抵抗器だけに適用）  
   

群 A4 S-2 c) 0 

4.32 はんだ付け性（適用する場合）  
   

4.45 表示の耐溶剤性（適用する場合）  
   

群 A5 S-2 c) 0 

4.23 操作軸の偏心  
   

4.24 取付面の平たん（坦）度  
   

4.25 取付ガイド円筒面の真円度  
   

4.26 操作軸の軸方向がた  
   

群 B - - - 

適用しない  
   

注 a)
 記号及び略語は，附属書 A による。  

注 b)
 この検査は，製造工程での 100 %検査によって不適合品を取り除いた後に実施する。ロットが合

格又は不合格にかかわらず，抜取検査に用いた試料は全て検査し，不適合品に対する百万分率（×10 -

6）で出荷品質レベルを監視する。抜取水準は，製造業者が設定する。製造業者は，可能な場合，JIS 
C 5005-2:2010 の附属書 A に従って，抜取水準を設定する。  

 試料に 1 個以上の不適合品が発生した場合，そのロットは不合格とするが，全ての不適合品は，品

質レベルの評価対象として数える。  
 該当する場合，JIS C 5005-2:2010 の 6.2 に規定された方法に従って検査データを蓄積し，出荷品質

レベルを不適合品に対する百万分率（×10-6）で算出する。  
注 c)

 試験数量：試料数は，JIS C 5005-2:2010 の 4.3.2 による。  
注 d)

 検査副群の内容は，関連するブランク規格の 2 による。  
注 e)

 製造業者が，管理限界を超える部品を取り除くため，寸法測定に統計的工程管理（SPC）又はそ

の他の仕組みを取り入れる場合は，この試験を工程内検査で置き換えてもよい。  
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表 5－品質確認検査：定期試験 

評価水準 EZ 

検査副群  b) p 
a)

 n 
a)

 c 
a)

 

群 C1 3 5 0 

4.20 回転止め強度トルク     

4.22 操作軸の押し及び引張り     

群 C2A（サンプルの一部） 3 5 0 

4.30 端子強度     

4.33 はんだ耐熱性（適用する場合）     

4.44 本体の耐溶剤性（適用する場合）     

群 C2B（サンプルの一部） 3 5 0 

4.34 温度変化     

4.36 バンプ     

4.37 衝撃     

4.35 振動     

群 C2（C2A 及び C2B サンプル） 3 5 0 

4.38 一連耐候性     

群 C3 3 5 0 

4.43.2 70 ℃での電気的耐久性     

群 C4 6 5 0 

4.40 機械的耐久性（可変抵抗器）     

群 D1 12 5 0 

4.39 高温高湿（定常）     

群 D2 12 5 0 

4.14 抵抗温度特性     

群 D3 12 5 0 

4.28 ディザ（非巻線形可変抵抗器だけに適用）     

群 D4 36 5 0 

4.4.3 寸法（詳細）     

4.43.3 カテゴリ上限温度での電気的耐久性     

群 D5 36 5 0 

4.43 70 ℃以外の温度での電気的耐久性（適用する場合）     

ある副群で，不適合品が発生した場合，新しい試料で副群に含まれる全ての試験を再度実施し，不適

合品がない事を確認する。再試験中，製品の出荷は継続してもよい。  

注 a)
 記号及び略語は，附属書 A による。  

注 b)
 検査副群の内容はブランク個別規格の箇条 2 に規定する。  
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11.4 長期保管後の出荷 

検査水準を S-2 に緩め，JIS C 5260-1:2014 の H.10 を適用する。 
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附属書 A 
（規定） 

文字記号及び略語 

A.1 文字記号 
A 可変抵抗器本体の幅又は直径 mm 
B 可変抵抗器本体の高さ mm 
c 合格判定数（許容不良数） 1 
C 可変抵抗器本体の長さ mm 
D 操作軸の直径 mm 
E 取付部の直径又はねじの寸法 mm 
F 取付部の長さ mm 
G 取付面から端子中心までの距離 mm 
H 操作軸中心からプリント基板表面までの距離 mm 
J 取付面から端子基板までの距離 mm 
K 操作軸中心から端子先端までの距離 mm 
L 操作軸の長さ mm 
M 端子のピッチ円直径 mm 
n 試料数 1 
p 試験周期 month 
P 端子間距離 mm 
R 抵抗値変化 Ω 
R/R 試験前の測定値に対する抵抗値変化 
R 実測抵抗値 Ω 
Td 端子の直径 mm 
Tl 端子の長さ mm 
Tt 端子の厚さ mm 
Tw 端子の幅 mm 
TA カテゴリ下限温度，最低使用温度 ℃ 
TB カテゴリ上限温度，最高使用温度 ℃ 

Δ ab

ac

U
U

 出力電圧比変化 % 

U 電圧 V 
Uab 出力電圧 V 
Uac 全印加電圧 V 
θ 端子の取付角度 ° 

A.2 略語 
AC 交流 
BM プリント基板実装タイプ 
CRV 接触抵抗変化 
D 破壊試験 
DC 直流 
HS 中空軸タイプ 
IECQ IEC 電子部品品質認証制度 
IECQ CB IECQ 認証機関 
IL 検査水準 
ND 非破壊試験 
PM-RT パネル取付 背面端子タイプ 
PM-ST パネル取付 側面端子タイプ 
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QPL 品質認証電子部品一覧表 
RMS 実効的な交流電圧又は電流を指定する平均二乗平方根 
SPC 統計的工程管理 
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参考文献 
 

IEC 60410:1973，Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

JIS C 5270 電子機器用コンデンサ及び抵抗器－軸操作形部品の操作軸，取付ねじ及び取付孔の形状並

びに推奨寸法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60915:2006，Capacitors and resistors for use in electronic 

equipment－Preferred dimensions of shaft ends, bushes for the mounting of single-hole, bush-mounted, 
shaft-operated electronic components 

JIS Z 8601 標準数 
注記 対応国際規格における参考文献：ISO 3，Preferred numbers－Series of preferred numbers 

 

 




